DIN EN 15991:2011-04 (D)

Prifung keramischer Roh- und Werkstoffe - Direkte Bestimmung der Massenanteile
von Spurenverunreinigungen in pulver- und kornformigem Siliciumcarbid mittels
optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES) und
elektrothermischer Verdampfung (ETV); Deutsche Fassung EN 15991:2011
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